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摘要(译)

本发明揭露一种阵列测试电路以及液晶显示基板，阵列测试电路包括：
一阵列测试使能信号焊盘，电性连接阵列测试使能信号线；一开关信号
焊盘；多个开关管，每个开关管的第一端口均电性连接至阵列测试使能
信号线，每个开关管的第二端口均电性连接至开关信号焊盘，每个开关
管的第三端口分别电性连接显示不同颜色像素的多路复用开关信号线。
通过以阵列测试使能信号为栅极电压，并将输入的开关信号一分三，在
不改变原有布局走线的基础上，只利用一个开关信号焊盘就可以实现同
时给MUX_R、MUX_G、MUX_B信号线提供开关信号，减少两个开关信
号焊盘，节省了面板中上边框的空间，同时有效减少阵列测试时输入信
号的数量。
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